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OZET

MAXI J1820+070, en bilinen karadelik bilesenli dusuk kutleli X-i1sin ¢ifti kaynaklarindan biridir. Kaynak, yaklagik 20 yillik bir gdzlem takibinde sadece 2018 yilinda yaklasik 250 gun suren cift tepeli kuvvetli bir
parlama gerceklestirmistir. Bu parlama, c¢ikis ve inis kollari ve sakin evreyi kapsayacak sekilde toplam 211 NICER gozlemleri (~492 ks) ile takip edilmistir. Calismada, karadelik bilesenli sistemlere bir 6rnek olarak
MAXI J1820+070 kaynagina ait NICER verisi kullanilarak parlama surecindeki bu ¢ift sistemi tayfsal olarak en iyi temsil edilen modelin belirlenmesi ve fizik parametrelerin degisiminin incelenmesi amaclanmigtir.
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MAXI J1820+070, yaklasik 2,96 kpc uzaklikta bulunan ve ayrintili olarak incelenen gecici kaynaklardan biridir. | '

Kaynak, 2018 yilinda yaklasik 250 gun suren guclu bir parlama gerceklestirmis ve parlama boyunca X-i1sini akisi, q:'.

tayfsal sertlik ve foton indeksinde belirgin degisimler meydana gelmis; kaynak sert, ara ve yumusak tayfsal | | '

durumlar arasinda gecis yapmistir. Bu tayfsal degisimler, kara delik cevresindeki yigilma diski ile Compton ’g & E Sekil1: MAXIJ1820+070
sacilmasinin gerceklestigi sicak korona arasindaki etkilesimler cercevesinde sistem geometrisinin parlama (é - A o~ . kaynagina ait Maxi I1sik
boyunca degistigine isaret etmektedir. Bu nedenle MAXI J1820+070’in 2018 parlamasi, yigilma surecleri ile 3 ‘-,,. Vi egrisi, ve sertlik evrimi
tayfsal durum gecisleri arasindaki iliskinin arastirilmasi agisindan onemli bir calisma alani sunmaktadir. § \ % K (asagida) sekildeki gibidir.
MJD = 58303’te akida hizli bir yukselis gozlenmis ve kaynak sert-yumusak durum gecisi sirasinda en yuksek aki é \"*s, o Kirmizi gizgiler Nicer

seviyesine ulasmistir. Yumusak durum boyunca aki duzenli bicimde azalmig; MJD = 58380 sonrasindaki hizli ! *

dusus ise yumusak-sert durum gecgisi sergilemistir (Sekil 1/2).
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2. Yontem ve Modeller , | sarlar durum gegisterin
Kaynagin MAXI/GSC 2.0-20.0 keV bandindaki verisi kullanilarak uzun donem isik egrisi ve 4.0-10.0 keV ve E o e *—- PRI
10.0-20.0 keV araligindaki verisi kullanilarak sertlik orani evrimi elde edilmis ve NICER verisinin 2018 yili E 2ot rriomy e 83100"“'"""""" T wio
parlamasini iyi bir sekilde kapsadigi belirlenmistir. Bu veri kullanilarak HEASoft’'un en guncel versiyonu ile T Time (days since MJD 50000)
tayflar olusturulmus, elde edilen tayflara XSPEC ortaminda 0.3-7.5 keV enerji araliginda tayf analizi . .
yapilmigtir. Elde edilen tayflar XSPEC paket programi ile yildizlararasi sogurma ve sisteme ait fizik dikkate 0 3 0 #\
alinarak farkli bilesen kombinasyonlaryla modellenmistir. Literatur taramasi ¢ercevesinde, bu kaynaga oA % o .
uygunlanmis ve en iyi sonugclari veren modeller belirlenmis, sirasiyla Model 1 *: 8- . ": 8 T Sekil 2: Soldan saga
(tbabs*(diskbb+powerlaw+gaussian) ) ve Model 2 (tbabs*(diskbb+nthcomp-+relxill)) olarak o7 % o7 g% Model 1 ve Model2
isimlendirilmistir. Boylece, sistemi en iyi temsil edilen modelile model parametrelerinin nasil evrimlestigi % 61 . * :’!’, 6 * modellerinden cflux
belirtenmistir © j - . N, o j A A \# kullanilarak hesaplanan
% 3l £ i * = i hy aki degerlerinin 1s1k
3. Model Ciktilari c ] N ; A . \f i egrileri.
Her iki modelde hidrojen kolon yogunlugu N,;=0.14x10%2 cm™2 degerine, tim modeller igindeki elektron 11z N 3 1{ + i
sicakligl 30 keV degerine, Model 1°’de Gaus gizgi enerjisi 6.4 keV ve cizgi genisligi 0.5 keV degerlerine 0 ;éoo P 58m45( 0 ;m ——————— 58:('):
sabitlenmistir. Model 2’de kaynak foton sicakligl disk sicakligina; relxill foton indeksi ise nthcomp modeli MJD MJD
icerisindeki foton indeksine baglanmistir. Aki degerleri, XSPEC icerisindeki cflux modulu ile hesaplanmistir.
Sonuclar R Uzerinde cizdirilmistir.
M . *(di i % E" . *(di i ?ﬁ- b
odel 1: tbabs*(diskbb+powerlaw+gaussian) ﬂfiﬂ + + Model 2: thabs*(diskbb+nthcomp+relxill) +:+ 4t
4 +
Sekil 3: Foton indeksi, parlamanin ilk sert __ 25 £+ ! Sekil 6: Parlamanin ilk sert evresinde I, - ° gfr# N o
evresinde [ ® 1.5-1.9 araliginda degisirken % #’f 4 yaklasik 1.5-1.9 araliginda kararli bir degisim pot s
MJD = 58303 sonrasinda hizla yukselerek 2.7-2.8 3 : gostermektedir. MID = 58303 sonrasinda foton § +
seviyelerine ulasmistir. MJD = 58380 sonrasinda ' g + ¥ + indeksinin hizla yukselmesi, komptonizasyon p +
degerlerinin yeniden 1.7-2.0 araligina dusmesi % ’0- i + tayfinin diklestigini ve sert-yumusak durum g 4 : *
ise tayfin tekrar sertlestigini ve kaynagin gec sert = ' Y ; gecisiyle birlikte belirgin bir tayfsal yumusama o + o+
duruma dondugunu gostermektedir. Wf ﬁ+ gerceklestigini gostermektedir. MJD = 58380 &7 4
/ w* sonrasinda indeksin yeniden yaklasik 1.7-2.0 r i
araligina gerilemesi, kaynagin gec¢ sert duruma 21 Mw L ¥ it
1.00 - # 1.5+ f donusuyle uyumludur. 4*‘ | | | |
58200 58250 58300 58350 58400 5845 58200 58250 58300 58350 58400
MJD MJD
0.751 " Sekil 4: Disk sicakligl, parlamanin ilk sert
%: m‘# evresinde yaklasik 0.15-0.28 keV araliginda
i‘; Ny seyretmistir. MJD = 58303 civarinda sicakligin
v 0501 + hizla 0.7 ke.V.e yukselmesi, sert-yumygak .. Sekil 7: x? degerleri parlamanin blylk boliminde
¥ durum gegisi sirasinda termal disk bileseninin 51 ot yaklasik 1-3 araliginda seyretmekte, sert-yumusak
. A : + ,
. belirginlestigini gostermektedir. Yumusak . da bircok sézlemde 2°nin al
+ + . + gecis sonrasinda bircok gozlemde 2’nin altinda
0254 N — i " durum boyunca sicaklik kademeli olarak kalmakta ve 1’e yaklasmaktadir. Bu degisim
f *o azalmis ve MJD = 58380 sonrasinda 0.1-0.2 keV 44 ombton Lativistik ' ’
: . : . + ptonizasyon ve relativistik yansima
+ duzeyine gerilemistir. + bile lerinin ekl inin ézellikl K
| | , , , , senlerinin eklenmesinin 6zellikle yumusa
58200 58250 58300 58350 58400 5845 o4 _:'S 3 durum tayflarinin temsilini iyilestirdigini
MJD :.F L N, “‘3 n + + t gdstermketedir. Bununla birlikte,
5 ¥ ++; ﬁ; ++ N & MJD = 58330-58380 arasinda gorlilen ve x?/dof = 4-5
oyt 2 %‘&I + 4 {# u 3 seviyelerine ulasan yikselisler, bazi gozlemlerde
Sekil 5: x2 degerleri parlamanin buyik 1 + N %* y . parametre dejenerasyonunun surdugunu
boliminde yaklasik 2-4 araliginda % + ) 14 4 + gosicermekt.edlr. Geg sert durumda degerlerin |
seyretmekte, sert-yumusak gecis sonrasinda NE 4 + :;b, + * i+ yeniden 1 civarina yaklagmasi, bu evrede model ile
iyilesme gostermekte ancak yumusak durumu = fﬁ; ¥ N . gozlenen tayflar arasindaki uyumun guglendigini
modellemede yetersiz kalmaktadir. #{ 4 + + MJD gostermektedir.
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4. Tartisma ve Sonuc

Her iki tayfsal modelde MAXIJ1820+070’nun 2018 parlamasindaki sert-yumusak gecis sirasinda aki, disk sicakligi ve foton indeksinde es zamanl artis gozlenirken, yumusak-sert gecis sirasinda bu parametrelerin yeniden
azalmasi tayfin tekrar sertlestigini gostermistir. Model 1’in, sert durum tayflarini gorece daha basarili temsil ettigi; ancak yumusak durumda x?/dof degerlerinin yaklasik 4-7 diizeylerine ylikselmesi nedeniyle bu evredeki
tayfsal karmasiklig yeterince acgiklayamadig gorulmustir. Termal Komptonizasyon ve relativistik yansimayi iceren Model 2°de ise hem sert hem de yumusak durumlarda genel olarak daha disik x?/dof degerleri saptanmis
ve en belirgin iyilesme yumusak durum tayflarindan elde edilmistir. Ge¢ sert durumda degerlerin cogunlukla 1’e yaklasmasi, ikinci modelin bu evreyi de basarili bicimde temsil ettigini gostermektedir.
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